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Fourierowska mikroskopia ptychograficzna [1] to nowoczesna technika obliczeniowej mikroskopii,
umozliwiajgca uzyskanie obrazow o podwyzszonej rozdzielczo$ci przestrzennej poprzez syntetyzowanie
apertury numerycznej (NA) z wielu obrazéw zarejestrowanych przy réznym kacie padania o§wietlenia.
Metoda ta pozwala na uzyskanie duzego pola widzenia przy jednoczesnym zachowaniu submikronowej
rozdzielczo$ci, co czyni jg atrakcyjng w biologii, medycynie 1 materialoznawstwie.

Kluczowsa role systemu peini zrodto §wiatta. Zwykle jest to macierz LED lub inny mechanizm
kierunkowego oswietlenia, ktory musi zapewnia¢ kontrolowany kat padania $wiatta. Dotychczasowe
rozwigzania obejmujg zardwno statyczne matryce LED [2], jak 1 dynamiczne uklady z modulacja fazy [3]
czy cyfrowymi mikrolustrami [4]. Mimo wysokiej jakosci rekonstrukcji, wiele z tych systemow cechuje
si¢ znacznymi rozmiarami, zkozonoscia oraz trudnoscig integracji z kompaktowymi urzadzeniami.

W odpowiedzi na rosngce zapotrzebowanie na miniaturowe systemy obrazowania opracowano i
zbudowano kompaktowy system o$wietlacza LED przeznaczony do zastosowan w Fourierowskiej
mikroskopii ptychograficznej. Zaprojektowany system pozwala na szybkie przelaczanie kierunku
o$wietlenia, minimalizujac czas akwizycji, co jest szczeg6lnie istotne przy obrazowaniu dynamicznych
probek. Kalibracja uktadu realizowana jest z wykorzystaniem prostej metody, bazujacej na odwzorowaniu
zrédet na kamerze.

W przeprowadzonych eksperymentach z uzyciem obiektywu o powickszeniu x10 i aperturze
numerycznej NA = 0.25 uzyskano rekonstrukcje obrazéw odpowiadajace efektywnemu NA = 0.61, co
potwierdza skuteczno$¢ proponowanego rozwigzania. Oznacza to ponad dwukrotne zwigkszenie
rozdzielczo$ci przestrzennej przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji oswietlacza. Wyniki rekonstrukeji
zamieszczone zostaty na Rysunku 1.
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Rysunek 1: Obraz amplitudowego testu USAF a) zarejestrowany z uzyciem diody centralnej, b) zrekonstruowany z
danych zarejestrowanych w zaproponowanym uktadzie.
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